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Streszczenie

Mikroskopia sit atomowych ma zastosowanie w roznorodnych badaniach struktury geometrycznej i stanu fizycznego
powierzchni wielu materiatow, w tym rowniez tworzyw. Uzywajac tego rodzaj mikroskopii mozliwe jest otrzymanie
obrazow 108 - krotnie powiekszonych, z rozdzielczoscia teoretyczng wzgledem osi x, y dochodzaca do 0,1 nm, &z
wzgledem osi z nawet do 0,01 nm. W AFM analizuje sie ugiecie dzwigni z ostrzem pomiarowym pod wptywem si
oddziatywan pomiedzy atomami ostrza a atomami tworzacymi badang powierzchnie. W przypadku trybu kontaktowega
lub przerywanego wygiecie belki jest przetwarzanie przez fotodiode na sygnat pradowy, ktory nastepnie stuzy do
generacji obrazu probki. Szczegolng zaletg tej metody jest to, ze nie trzeba specjalnie przygotowywac probek do badan,
oraz ze podczas badan nie nastepuje ich niszczenie. W przeprowadzonym doswiadczeniu zbadano cztery rodzaje probek
kalibracyjnych oraz ptytke DVD, rozne obrazy uzyskano zmieniajac parametry pomiaru. W tym cwiczeniu skorzystano z
dwoch trybow pracy mikroskopu - trybu kontaktowego oraz przerywanego kontaktu. Uzyskane dane opracowano w
programie WSxM 4.0.

Zasada dziatania mikroskopu AFM

Do badania powierzchni probki wykorzystywane sg odziatywania pomiedzy ostrzem
a badang powierzchnig. Pomiar sity jest realizowany poprzez obserwacje wygiecia
elastycznej dzwigni o znanej statej sprezystosci, do ktorej przymocowane jest
ostrze. Pomiar wygiecia dzwigni polega na obserwacji odbicia promienia lasera od
gornej powierzchni dzwigni, ktore kierowane jest do pozycjo-czutego detektora
oddalonego o kilka centymetrow. Dzieki temu nawet minimalne zmiany wygiecia
dzwigni powoduja mierzalne przesuniecie plamki swiatta na detektorze, wiec tez i
mierzalng zmiane napiecia w detektorze.

Rysunek 1. Dzwignia z ostrzem w powiekszeniu, oraz schemat
detekcji ruchow dzwigni

Metoda bezkontaktowej mikroskopii sit: dzwignia wprawiana jest
w drgania rezonansowe. Sita pomiedzy ostrzem a powierzchnic
zmienia czestosc rezonansowa, co daje informacje o uksztattowaniu
powierzchni.

obszar pracy Tryb kontaktu przerywanego: dzwignia drga z wymuszong
kontaktowego AFM czestoscia bliska czestosci rezonansowej tak, aby w dowolnym
punkcie nawrotu dotkneta powierzchni. W tym przypadku mierzona
obszar pracy tapping mode AFM jest amplituda drgan, z ktorej mozna wywnioskowac informacje o
j [ EERE PR T topografii powierzchni.

Tryb kontaktowy: nie wymaga wprowadzenia dzwigni w drgania.
Zbliza sie ja do powierzchni az ostrze dotknie tafli materiatu po
czym naciska sie na nig z niewielka sita. Przesuwanie ostrza po
odlegtosé powierzchni o pewnym uksztattowaniu powoduje zmiane wygiecia
ramienia dzwigni, ktora daje nam informacje o topografii.
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Rysunek 2. Zaleznos¢ sity oddziatywania miedzy atomami od
odlegtosci

Wykonane pomiary

Gorne rysunki przedstawiaja analize powierzchni probki

TGZ2 - charakteryzuje sie licznymi paskami na swojej powierzchni.
Program WSxM 4.0 generuje interpretacje graficzng (po lewej
stronie) oraz wykres bedacy przekrojem poprzecznym badanej
probki. Otrzymany obraz wykonano postugujac sie trybem
kontaktowym za pomoca ostrza typu PPP-CONTR-20.

Dolne obrazy przedstawiaja graficzna wizualizacje powierzchni |
otyty DVD. W zaleznosci od ustawien pomiaru mozliwe jest m= m mmer
anipulowanie obszarem roboczym mikroskopu w celu wykonania
blizenia na konkretng badanag strukture. Analiza zdjec probki
ykonanych za pomoca tej metody umozliwia zdobycie wielu
formacji na temat badanego materiatu, nie tylko na temat
anostruktur znajdujacych sie na powierzchni - w tym przypadku
two stwierdzic, ze materiat z ktorego zostata wykonana ptyta jest
dnolity poniewaz nie wida¢ zadnych porowatosci na materiale.
rownujac  wzorzec wypalonych wgtebien mozna rowniez
ierdzic, ze jest to ptyta DVD-R.

Rysunek 3. U gory zdjecie probki TGZ2, wraz z jej przekrojem
poprzecznym. Na dole to zdjecia ptyty DVD-R
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